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МИ 2083-90  ГСИ. ИЗМЕРЕНИЯ КОСВЕННЫЕ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИИ И

ОЦЕНИВАНИЕ ИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Косвенные измерения – определением искомого значения физической величины  
на основании результатов прямых измерений других физических величин, 
функционально связанных с искомой величиной.

1. Косвенные измерения при линейной зависимости и некоррелированных 
погрешностях измерений аргументов с нормальным законом распределения;

2. Косвенные измерения при нелинейной зависимости и некоррелированных 
погрешностях измерений аргументов с нормальным законом распределения;

3. Косвенные измерения при нелинейной зависимости и коррелированных 
погрешностях измерений аргументов с неизвестным законом распределения.
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Косвенные измерения при линейной зависимости и некоррелированных 
погрешностях измерений аргументов с нормальным законом распределения

Результат косвенных измерений:

, где

СКО результата косвенных измерений:

, где
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Косвенные измерения при линейной зависимости и некоррелированных 
погрешностях измерений аргументов с нормальным законом распределения

Доверительные границы случайной погрешности косвенных измерений:
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Косвенные измерения при линейной зависимости и некоррелированных 
погрешностях измерений аргументов с нормальным законом распределения

Границы НСП аргументов косвенных измерений, заданных своими границами:

P k

0,9 0,95

0,95 1,1

0,99 ? ? ?
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Косвенные измерения при линейной зависимости и некоррелированных 
погрешностях измерений аргументов с нормальным законом распределения

Границы НСП аргументов косвенных измерений, заданных своими границами:
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Косвенные измерения при линейной зависимости и некоррелированных 
погрешностях измерений аргументов с нормальным законом распределения

Границы НСП аргументов косвенных измерений, заданных своими 
доверительными границами:

Значение Погрешность результата 

измерения Δ(Р) 
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Косвенные измерения при нелинейной зависимости и некоррелированных 
погрешностях измерений аргументов с нормальным законом распределения
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Косвенные измерения при нелинейной зависимости и некоррелированных 
погрешностях измерений аргументов с нормальным законом распределения

Результат косвенных измерений:

СКО результата косвенных измерений:

Доверительные границы случайной погрешности:
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Косвенные измерения при нелинейной зависимости и коррелированных 
погрешностях измерений аргументов с неизвестным законом распределения

Коэффициент корреляции:
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Косвенные измерения при линейной зависимости и некоррелированных 
погрешностях измерений аргументов с нормальным законом распределения



Параметры
Номер измерения

1 2 3 4  
U, В 18,0 20,5 19,8 21,2

I, мА 530 610 590 630

R, Ом 33,9623 33,6066 33,5593 33,6508

Вольтметр класса точности 0,5, предел измерения 30 В;

Амперметр класса точности 1,0;

Нормальные условия.
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Косвенные измерения при нелинейной зависимости и некоррелированных 
погрешностях измерений аргументов с нормальным законом распределения
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